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Persönliche Angaben 
 
Name:   Prof. Dr. rer. nat. Michael Kopnarski 
Geburtstag:  23.10.1957 
Geburtsort:  Trier 
Familie:   verheiratet, 2 Kinder  
 
 
 
 
 
 
 
Bildungsweg 
 
 
Schule 

1964 - 1968  Volksschule Mehring/Mosel 
1968 - 1977 Gymnasium Friedrich-Wilhelm- Gymnasium Trier 
Juni 1977  Allgemeine Hochschulreife 
 
1977 – 1978  Ableistung des Grundwehrdienstes 
  
Studium: 
1978 -1984 Universität  Fachrichtung Physik (Diplom) 
 Kaiserslautern  
1983 -1984 Diplomarbeit: „SNMS –Untersuchungen an 

Isolatoren und organischen Substanzen“ 
November 1984 Abschluss Dipl. Phys. 
 
Promotion 

Juli 1991 Universität  Fachbereich Physik  AG Prof. Dr. Oechsner 
 Kaiserslautern  „Untersuchungen zur Ionisation gesputterter 

Atome durch Elektronenstoß“ 
 

April 2011  TU Kaiserslautern Berufung zum Honorar Professor im 
Fachbereich Physik 

  
    
 
 
Berufsweg 
 
1984 – 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Physik der Universität 

Kaiserslautern 
seit 1991 Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik IFOS an der TU Kaiserslautern 
1993 – 2000  Stellvertretender Leiter des IFOS 
seit 2000  Geschäftsführer des IFOS 
seit 2006  Wissenschaftlicher Leiter des IFOS 
    
 
 



Forschungsprofile          Seite 2 

 
Stipendien, Auszeichnungen, Mitgliedschaften 
 

seit 2008  Vorstandsrat der Deutschen Vakuum Gesellschaft 
seit 2009  Vorstand der Science Alliance Kaiserslautern 
seit 2009  Vorstandsrat des Forschungszentrums OPTIMAS 
seit 2010 Experte im DIN Normenausschuss  NA 062-08-16 AA “Chemische 

Oberflächenanalyse“ 
seit 2011 Präsident der Deutschen Vakuum Gesellschaft DVG 
 
Gutachtertätigkeit 
2006 – 2009  Advisory Board NanoS Nanotech Journal, Wiley  seit 2004

 Gutachtertätigkeit bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
  Verschiedene Zeitschriften per Peer Review 
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